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Аннотация. Рассмотрены условия рентгенографического контроля (РК) способом 

цифровой радиографии (ЦР) с с применением систем  матричным цифровым детек-

тором (СМЦД), обеспечивающие гарантированное обнаружение недопустимых де-
фектов инженерных. Получено пригодное для  расчетов соотношение между харак-

     теристиками детектора, источника излучения, объекта контроля (ОК), 

      параметрами схемы режимами контроля, обеспечивающими получение цифровых 
изображений (ЦИ) требуемого качества. 
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Введение. Наиболее удачной     -альтернативой замены пленочных систем явля
     ются СМЦД, последовательно радиационное преобразующие  изображение 

ОК   в электрический сигнал  и далее  в ЦИ на мониторе. Переход от традици-

онной радиографии  с использованием радиографической пленки на ЦР поз-
волит  получить ЦИ ОК , которые, по сравнению   с рентгенограммами, имеют 

     возможность измерения обработки, увеличения  и других способов , что ис-
ключает проблемы связанные,   с субъективностью оценки хранение, а  их на  

электронном носителе исключает наличие рентгеновских  архива  снимков от-
ветственных объектов, обязательно регламентированного нормативными  до-

кументами при РК  с использованием пленки [1, 2]. Цель  поставленных ис-
  следований состоит  в определении оптимальных условий    ЦР при контроле

изделий, выполненных по аддитивным технологиям (АТ), определяемых ис-
ходя из характеристик  СМЦД, имеющихся  в распоряжении оператора, и ре-
гламентированных требований  к качеству ОК. 

Методы  и материалы; результаты.   Качество любого изображения -опре
     деляется контрастом  и разрешающей способностью изображения (нерезко-

стью). Контраст изображения излучения зависит от энергии   и при проведении 

 ЦР может быть увеличен числом кадров. Также управление контрастом ЦИ 

осуществляется регулировкой анодного напряжения при экспонировании ОК. 

      Нерезкость  в изображении фонового — это расстояние перехода от  

участка изображения  к изображению дефекта. Если такой  переход осуществ-

ляется скачкообразно, изображение считают четким , если он плавный, изоб-



  II Всероссийская научно-техническая конференция «Сварка и диагностика»  261 

        ражение дефекта будет размытым, нечетким, и при небольших контрастах 
        может нерезкости  быть потеряно  в шумовых колебаниях. Причинами  при 

проведении являются РК  большие размеры фокусного  пятна источника (гео-
метрическая нерезкость, uг, мм) и собственная нерезкость детектора, uc, . мм В 

СМЦД собственная  нерезкость определяется размером пикселя   в ее матрице, 
который  в десятки раз превышает эффективный размер микрокристалла ра-
диографической пленки. Собственные шумы СМЦД оказывают сильное нега-
тивное влияние на качество изображения по сравнению   с пленочной систе-

        мой, шумовые свойства которой значительно ниже. Все это необходимо 
учитывать при  проведении ЦР. 

В с соответствии  нормативными документами условием гарантированно-
го дефекта выполнение обнаружение  является  требований по -чувствительно
сти контроля k, мм (минимальный обнаруживаемый дефект), который по сво-
им  размерам должен быть  в два раза дефекта меньше предельно допустимого  

, , мм а общая нерезкость изображения u, , мм должна     -быть в два раза мень

ше чувствительности контроля:  =


= 


; с другой стороны, 



 = г + с .  

Для одновременного выполнения этих условий было получено соотнош-

нение: 


()
≤ 

Ф
∙  − 16   , связывающее расстояние «источник — 

объект» f, мм; расстояние «источник толщину   детектор» F;  ОК  в направле-
нии оси фокусного пучка излучения d, мм; размер   пятна источника Ф, мм; 

размер размер пикселя матрицы детектора , p, мм;  недопустимого дефекта, , 

мм; коэффициент увеличения M = изобр  / ; размер  -изображения недопусти
мого  дефекта на кране монитора СМЦД изобр, . мм Пользуясь  полученными

       соотношениями, были проведены эксперименты по  ЦР деталей, выполнен-

ных по качества  АТ ЦИ, и в  результате получены  требуемого . 

      Заключение. Получено удобное    -для инженерных расчетов аналитиче
ское выражение, связывающее характеристики оборудования, используемого 
при размер источника проведении ЦР, таких как  фокусного  пятна  излучения, 
размер дефек пикселя матрицы детектора, величину предельно  допустимого -

та парамет  с рами ОК  и параметрами схемы контроля: фокусным расстояни-

ем для, расстоянием объект/детектор; объект/источник  получения удовлетво-
рительной величины  нерезкости изображения. 
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